Zatacznik nr 6 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa aparatury badawczej, naukowej w ramach zamdéwienia dla
Wydziatu Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej o parametrach okreslonych ponizej, do siedziby

Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dostawa i monta_z uktadu akwizycji i analizy obrazu do mikroskopu O lympus IX70

1. Dedykowany do mikroskopu Olympus IX70 zrodto Swiatta wraz z zasilaczem o parametrach nie
gorszych niz: LED, Temperatura barwowa biata (5700K), zywotnos¢ 20.000 godzin. Kontrola
natezenia $wiatta za pomoca zasilacza lub mikroskopu.

2. Akwizycja obrazu z rozdzielczoscig co najmniej 6.4 Mpx (kamera kolorowa), matryca CMOS -
1/8"interfejs USB 3.1, instalacja na gwint C,

Dedykowany adapter 0,5x do mikroskopu Olympus 1X70
StreamEssential 2.4, Oprogramowanie pozwalajgce na cyfrowa rejestracje
i archiwizacje obrazu z funkcjami:
« Interaktywne sterowanie pracg kamery, reczny i automatyczny dobdér parametrow
ekspozycji,
« Rejestracja zdje¢ w réznych formatach (.jpg, .bmp., .tif ...)
« Nagrywanie filméw w formacie .avi
*  Woyswietlanie historii i wlasciwosci obrazow,
« Dostepne narzedzia do przesuwania i zmiany powiekszenia obrazu,
e Synchronizacja obrazéw - mozliwos¢ wyswietlania wielu obrazéw z jednoczesng zmiang
powiekszenia wszystkich obrazow,
*  Woyswietlanie, wyodrebnianie i usuwanie poszczegdélnych warstw obrazu,
e Automatyczne dostosowywanie parametrow wyswietlania obrazu,
« Nanoszenie na obraz opis6w, strzatek, prostokgtow i elips,
*  Wykonywanie zdje¢ w odstepach czasowych (Time Lapse) z mozliwoscig ich analizy,
« Wykonywanie operacji na zdjeciach: lustrzane odbicie, obrét, zmiana wielkosci, wycinanie
fragmentow,
e Zmiana kontrastu, ostrosci, rozmycia, wygtadzanie i korekcja cieni,
* Zmiana gtebi bitowej grafiki obrazu,
e Pomiary morfometryczne: dtugosc, pomiar kata, pole powierzchni
« i obwaod prostokata, kota, elipsy, wieloboku na wykonanym zdjeciu jak
e iobrazie ,na zywo” ze statystykg pomiarow

« Zaawansowana analiza fazowa
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* Pomiary podstawowe (odlegto$¢, katy, prostokaty, okregi itp.), statystyki i eksport danych
do Microsoft Excel, rozszerzony pomiar (magiczna rézdzka, linia 3D, odreczne wielokat i
wielokat interpolowany), tworzenie raportéw za pomocg programu Microsoft Word lub Excel
2010, 2013 lub 2016
5. Modut do analizy udziatu grafitu w zeliwie z funkcjami:
e Automatyczna ocena obrazow prébek zeliwa.
« Forma, rozmieszczenie i klasyfikacja wielkosci grafit zgodnie z ASTM A247-6a, ASTM
E2567-16a, EN ISO 945-1: 2010, JIS-G5502: 2001/2013, KSD 4302: 2006, GB / T 9441-
2009, ISO 16112: 2017 i NF A04-197: 2004.
* Wyznaczanie stosunku ferrytu do perlitu z Zzeliwa.
6. W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zapewni:
. Bezptatny update systemu do nowszej wersji w ramach jednej generacji,
. Bezptatne szkolenie dla 3 o0s6b przedstawicieli Uzytkownika obstugujgcych urzgdzenie
oraz Wykonawca wykona kalibracje,
. Bezptatne telefoniczne wsparcie techniczne,
. Na zamontowane przez siebie podzespoly i system Wykonawca udzieli gwarancji na co

najmniej 24 miesigce.

Dostawa i monta z uktadu akwizyciji obrazu do mikroskopu Olympus SZX9

1. Akwizycja obrazu z rozdzielczoscig co najmniej 3Mpx (kamera kolorowa), matryca CMOS- ¥2”,
interfejs USB 2.0, instalacja na gwint C
2. Dedykowany adapter 0,63x do mikroskopu Olympus SZX9
3. Wspdbtpraca z systemem akwizycji obrazu StreamEssential 2.4
4. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zapewni:
» Bezptatne szkolenie dla 3 osob przedstawicieli Uzytkownika obstugujgcych urzadzenie oraz
Wykonawca wykona kalibracje,
» Bezplatne telefoniczne wsparcie techniczne,
* Na zamontowane przez siebie podzespoly i system Wykonawca udzieli gwarancji na co

najmniej 24 miesigce.
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